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Sposób automatycznej kontroli układów pomiarowych
w automatycznych urządzeniach sortujących

Przedmiotem wynalazku jest sposób automa¬
tycznej kontroli układów pomiarowych w auto¬
matycznych urządzeniach sortujących. Znajduje
on zastosowanie w automatycznych urządzeniach
sortujących w których układ pomiarowy pracuje
nie stabilnie oraz tam gdzie wielkość sygnału
informacji znajduje się na granicy zakłóceń.

W znanych automatycznych urządzeniach sor¬
tujących w których wielkość sygnału informacji
od elementu badanego jest blisko granicy zakłó¬
ceń, do sprawdzenia ich układu pomiarowego sto¬
suje się element wzorcowy. Jego pomiar jest
sprawdzianem prawidłowej pracy układu pomia¬
rowego.

Sprawdzenie układu pomiarowego przez element
wzorcowy odbywa się na przemian z pomiarem
badanego elementu a pomiary te dokonywane są
na różnych stanowiskach i są dokonywane ko¬
lejno po sobie.

Urządzenia oparte na tym sposobie wykazują
nierównomierne zużycie się stanowisk pomiaro¬
wych elementów badanych i elementu wzorcowe¬
go co powoduje stopniowe zmniejszanie powta¬
rzalności pomiarów oraz zmniejsza się dokładność
pomiaru.

Zastosowanie oddzielnych stanowisk do pomia¬
ru elementu badanego i elementu wzorcowego
wymaga stosowania dodatkowych układów syn¬
chronizujących okres pomiaru elementu badane¬
go z okresem pomiaru elementu wzorcowego.
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Zadaniem wynalazku jest stworzenie sposobu
automatycznej kontroli układów pomiarowych w
automatycznych urządzeniach sortujących który
nie posiada wad znanych urządzeń oraz umożli¬
wia skrócenie czasu pomiaru i zwiększa pewność
działania urządzenia.

Według wynalazku zadanie to zostało rozwią¬
zane w ten sposób, że na tym samym stanowisku
pomiarowym mierzy się co najmniej dwa elemen¬
ty badane a następnie element wzorcowy przy
czym elementy badane przetrzymywane są w
wstępnych zasobnikach do chwili sprawdzenia
układu przez element wzorcowy.

Po sprawdzeniu układu pomiarowego przez ele¬
ment wzorcowy i w przypadku oceny pozytywnej
elementu wzorcowego przez układ pomiarowy,
elementy przetrzymywane w wstępnych zasobni¬
kach zostają kierowane do odpowiednich zasob¬
ników końcowych, zaś w przypadku negatywnej
oceny elementu wzorcowego, elementy badane
zostają kierowane do zasobnika elementów prze¬
znaczonych do powtórnego badania, a urządze¬
nie zostaje zatrzymane.

Ilość elementów badanych między kolejnym
sprawdzeniem układu pomiarowego za pomocą
elementu wzorcowego może być różna, zależy ona
od jakości urządzenia, stosunku wielkości sygnału
informacji do wielkości poziomu zakłóceń itp.„
ilość ta jest określona na podstawie badań staty¬
stycznych.
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W sposobie będącym przedmiotem wynalazku
uzyskuje się poprawę wydajności, gdyż eliminuje
się do minimum zbędne cykle pomiarowe elemen¬
tu wzorcowego oraz uzyskuje się lepszą powta¬
rzalność i dokładność pomiaru przez zastosowanie
tego samego stanowiska pomiarowego dla ele¬
mentu badanego i wzorcowego.

Wynalazek zostaje bliżej objaśniony na przy¬
kładzie wykonania automatycznego selektora to-
rfiidalnych rdzeni ferrytowych o prostokątnej pę¬
tli histerezy którego schemat przedstawiony jest
na rysunku.

Rdzenie badane 6 znajdujące się w rynience 5
zostają z niej wybrane przez igły 9 osadzone na
obracającym się kole podającym 2. Po nawlecze¬
niu rdzenia na igłę zostaje on podany do głowicy
pomiarowej 3 której szczęki 4 chwytają igłę w
celu dokonania pomiaru rdzenia i przekazania in¬
formacji do układu pomiarowego 15 który z ko¬
lei otwiera odpowiednią zastawkę 14 w rozdzie¬
laczu 13.

Po dokonaniu pomiaru, rdzeń zsuwa się po zsy¬
pie 1 i wpada do rozdzielacza w którym zostaje
kierowany przez otwarcie właściwej zastawki do
odpowiedniego zasobnika wstępnego 12 gdzie jest
przetrzymywany do chwili pomiaru rdzenia wzor¬
cowego.

Co określoną ilość rdzeni badanych w szczęki
głowicy wchodzi igła z rdzeniem wzorcowym.
Układ pomiarowy jest informowany o wejściu
rdzenia wzorcowego w szczęki głowicy przy po¬
mocy krzywki 8 i pary styków 7.

Po dokonaniu pomiaru rdzenia wzorcowego
i zakwalifikowaniu jego parametrów przez układ
pomiarowy jako zgodnych ze znanymi parametra¬
mi rdzenia wzorcowego, rdzenie znajdujące się
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w zasobnikach wstępnych zostają kierowane przy
pomocy zastawki głównej 11 do zasobników koń¬
cowych 10.

W przypadku negatywnej oceny parametrów
rdzenia wzorcowego przez układ pomiarowy rdze¬
nie znajdujące się w zasobnikach wstępnych zo¬
stają kierowane do rdzeni przeznaczonych do po¬
wtórnej selekcji i jednocześnie urządzenie zostaje
zatrzymane.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób automatycznej kontroli układów po¬
miarowych w automatycznych urządzeniach
sortujących w których układ pomiarowy kon¬
trolowany jest elementem wzorcowym zna¬
mienny tym, że na tym samym stanowisku po¬
miarowym mierzy się eonaj mniej dwa elemen¬
ty badane a następnie element wzorcowy, przy
czym elementy badane po dokonaniu pomiaru
przetrzymywane są w wstępnych zasobnikach
do chwili sprawdzenia układu pomiarowego
przez element wzorcowy.

2. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że
w przypadku zgodności pomierzonych wielko¬
ści elementu wzorcowego z jego znanymi wiel¬
kościami wzorcowymi, elementy badane prze¬
kazuje się z wstępnych zasobników do zasob¬
ników końcowych.

3. Sposób według zastrz. 1 i 2 znamienny tym,
że w przypadku niezgodności pomierzonych
wielkości elementu wzorcowego z jego znanymi
wielkościami wzorcowymi elementy badane
przekazuje się do zasobnika przeznaczonego dla
elementów wymagających powtórnego bada¬
nia.
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